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Szanowni Panstwo,

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Dostawe systemu do rejestracji
pola stanu odksztatcenia/naprezenia w zakresie matych deformacji
Numer ogtoszenia: 231971 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z pdzn.
zmianami) Zamawiajacy informuje, ze w dniu 2012-11-08 wptyngly
do Zamawiajacego od Wykonawcy zapytania.

Ponizej przedstawiamy tre§¢ pytan a nastgpnie tre§¢ pytan wraz
z odpowiedziami.

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie systemu przewyzszajacego
wymagane parametry funkcjonalne dziatajacego w oparciu o inna zasade
niz interferometria plamkowa?

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie systemu pozwalajacego
na poprawna prace takze przy dostepie §wiatta dziennego 1 nie wymagajace
zastosowania filtra §wiatta dziennego?

3. Czy Zamawiajacy wymaga by oferowany system oprdcz wspotpracy
z elektromechanicznymi maszynami  wytrzymalo§ciowymi  dziatat
poprawnie w pelnym zakresie mozliwosci takze z serwohydraulicznymi
maszynami wytrzymato§ciowymi bgdacymi na wyposazeniu CBM/ITS, co
umozliwi znaczne rozszerzenie mozliwosci badawczych i testowych na
aktualnie posiadanym wyposazeniu wytrzymatosciowym ?

4. Czy Zamawiajacy wymaga by oferowany system umozliwiat realizacje
funkcji "wirtualnych tensometrow" i pozwalal na pordwnanie odczytow
z wskazaniami fizycznych tensometrow poprzez instalacje dodatkowego
modulu minimum 4 kanatéw pomiarowych zintegrowanych w systemie
sterujacym serwohydraulicznych maszyn wytrzymatosciowych bedacych
na wyposazeniu CBM/ITS, co umozliwi znaczne rozszerzenie mozliwosci
badawczych 1 testowych na aktualnie posiadanym wyposazeniu
wytrzymato§ciowym ?



Zapytanie 1
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie systemu przewyzszajacego wymagane parametry
funkcjonalne dziatajacego w oparciu o inng zasadg niz interferometria plamkowa?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie urzadzenia dziatajacego w oparciu o innag
metode niz interferometria plamkowa pod warunkiem, ze jego parametry techniczne
umozliwiaja pomiary przemieszczen z doktadnoscia zawierajaca si¢ w przedziale od wartosci
wigkszej lub rownej 0.03um do mniejszej lub réwnej 0.10um w zakresie od wartosci wigkszej
lub rownej 0.005um do mniejszej lub réwnej 120um .

Zapytanie 2
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie systemu pozwalajacego na poprawna pracg takze
przy dostepie $wiatta dziennego 1 niewymagajacego zastosowania filtra §wiatta dziennego?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie systemu pozwalajacego na poprawna pracg takze przy
dostegpie $wiatta dziennego i niewymagajacego zastosowania filtra $wiatta dziennego pod
warunkiem, ze parametry techniczne oferowanego systemu umozliwia pomiary
przemieszczen z doktadno$cia zawierajaca si¢ w przedziale od wartos$ci wigkszej lub rowne;j
0.03um do mniejszej lub rownej 0.10um w zakresie od warto$ci wigkszej lub réwnej
0.005pum do mniejszej lub réwnej 120pum

Zapytanie 3

Czy Zamawiajacy wymaga by oferowany system oprocz wspotpracy z elektromechanicznymi
maszynami wytrzymalo$ciowymi dziatal poprawnie w pelnym zakresie mozliwosci takze z
serwohydraulicznymi maszynami wytrzymato$ciowymi bgdacymi na wyposazeniu CBM/ITS,
co umozliwi znaczne rozszerzenie mozliwosci badawczych 1 testowych na aktualnie
posiadanym wyposazeniu wytrzymato§ciowym?

Odpowiedz

Zasadniczym przeznaczeniem przedmiotu przetargu jest wspdlpraca z elektromechanicznymi
maszynami wytrzymato$ciowymi, wynikajaca z zaplanowanych nowych kierunkéw badan.
Zamawiajacy wyraza zgod¢e na to by oferowany system oprocz wspolpracy
z elektromechanicznymi maszynami wytrzymalo$ciowymi dzialal poprawnie w pelnym
zakresie mozliwosci takze z serwohydraulicznymi maszynami wytrzymatosciowymi.

Zapytanie 4

Czy zamawiajacy wymaga by oferowany system umozliwiat realizacj¢ funkcji ,,wirtualnych
tensometréw” 1 pozwalal na porownanie odczytéw ze wskazaniami fizycznych tensometrow
poprzez instalacje dodatkowego modutu minimum 4 kanatow pomiarowych zintegrowanych
w systemie sterujacym serwohydraulicznych maszyn wytrzymatosciowych begdacych na
wyposazeniu CBM/ITS, co umozliwi znaczne rozszerzenie mozliwosci badawczych
1 testowych na aktualnie posiadanym wyposazeniu wytrzymatosciowym?

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode by oferowany system umozliwiat realizacj¢ funkcji ,,wirtualnych
tensometréw” 1 pozwalal na porownanie odczytéw ze wskazaniami fizycznych tensometrow
poprzez instalacj¢ dodatkowego modutu minimum 4 kanatow pomiarowych zintegrowanych
w systemie sterujacym serwohydraulicznych maszyn wytrzymatosciowych.
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W zwiazku z odpowiedzia na pytanie nr 1 zamawiajacy wprowadzit zmiany w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw zamowienia w Zalaczniku nr 1 — ,,Szczegdtowy opis
przedmiotu zamowienia - specyfikacja techniczna zamawiajacego dla systemu do rejestracji
pola stanu odksztalcenia/naprezenia w zakresie matych deformacji”

W punkcie 1 tabeli

Byto:

Urzadzenie pracuje w oparciu o zasadg interferometrii plamkowe;.
Jest:

Urzadzenie pracuje w oparciu o zasadg interferometrii plamkowe;j.

Jezeli urzadzenie nie pracuje w oparciu o zasadg interferometrii plamkowej to Zamawiajacy
wyraza zgode na zaoferowanie urzadzenia dziatajacego w oparciu o inna metode niz
interferometria plamkowa pod warunkiem, Ze jego parametry techniczne umozliwiaja
pomiary przemieszczen z doktadno$cia zawierajaca si¢ w przedziale od wartos$ci wigkszej lub
rownej 0.03um do mniejszej lub rownej 0.10um w zakresie od wartosci wigkszej lub réwne;j
0.005um do mniejszej lub réwnej 120pum.

W zwiazku z odpowiedzia na pytanie nr 2 zamawiajacy wprowadzil zmiany w
zataczniku nr 1 ,,Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia - specyfikacja techniczna
zamawiajacego dla systemu do rejestracji pola stanu odksztatcenia/napre¢zenia w zakresie
malych deformacji”.

W punkcie 5 tabeli

Byto:

Wyposazone w filtr $wiatta dziennego.

Jest:

Wyposazone w filtr $wiatta dziennego.

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie systemu pozwalajacego na poprawna pracg takze przy
dostgpie $wiatla dziennego i niewymagajacego zastosowania filtra $wiatta dziennego pod
warunkiem, ze parametry techniczne oferowanego systemu umozliwia pomiary
przemieszczen z doktadno$cia zawierajaca si¢ w przedziale od wartos$ci wigkszej lub rowne;j

0.03um do mniejszej lub réwnej 0.10um w zakresie od wartosci wigkszej lub rownej
0.005pum do mniejszej lub réwnej 120pum

Ujednolicona tabela wymagan minimalnych z zatacznika nr 1 do SIWZ:

Wymagania minimalne dla ,,Systemu do rejestracji pola stanu odksztalcenia/naprezenia
w zakresie malych deformacji”
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LP.

NAZWA PARAMETRU

SPELNIA (S)/
NIE SPELNIA (NS)

Urzadzenie pracuje w oparciu o zasadg interferometrii plamkowe;j

Jezeli urzadzenie nie pracuje w oparciu o zasadg interferometrii
plamkowej to Zamawiajacy wyraza zgodg na zaoferowanie
urzadzenia dziatajacego w oparciu o inng metodg niz
interferometria plamkowa pod warunkiem, Ze jego parametry
techniczne umozliwiaja pomiary przemieszczen z doktadnoscia
zawierajaca si¢ w przedziale od wartosci wigkszej lub rownej
0.03um do mniejszej lub rownej 0.10um w zakresie od wartosci
wigkszej lub réwnej 0.005pum do mniejszej lub rownej 120um .

Wspolpraca z elektromechanicznymi maszynami
wytrzymalo§ciowymi

Urzadzenie umozliwia prowadzenie badan materialow w postaci
probek w wymiarach standardowych i niestandardowych jak:
miniprobki

Wyposazone w gtowicg wysokiej rozdzielczosci

Wyposazone w filtr $wiatta dziennego

Zamawiajacy dopuszcza réwniez zaoferowanie systemu
pozwalajacego na poprawna pracg takze przy dostepie §wiatta
dziennego i niewymagajacego zastosowania filtra §wiatta
dziennego pod warunkiem, ze parametry techniczne oferowanego
systemu umozliwia pomiary przemieszczen z doktadnoscia
zawierajaca si¢ w przedziale od wartosci wigkszej lub rownej
0.03um do mniejszej lub rownej 0.10um w zakresie od warto$ci
wigkszej lub rownej 0.005um do mniejszej lub rownej 120pum

Bezkontaktowy pomiar przemieszczen/odksztalcen

Minimalne wymiary analizowanej powierzchni od 0.7mmx1mm

Pole powierzchni do analizy w skali standardowej, do 250mm?

Czgstotliwos¢ interferometrycznego uktadu optycznego
od wartosci wigkszej lub réwnej 0.05Hz do mniejszej lub réwne;j
10Hz

10.

Wartosci graniczne rozdzielczo$ci pomiarowej uktadu optycznego
W kierunku osi X min. 900 [px]
W kierunku osi Y min. 900 [px]

11.

Doktadno$¢ pomiaru przemieszczenia od warto$ci wigkszej lub
rownej 0.03pum do mniejszej lub rownej 0.10pum

12.

Zakres pomiaru przemieszczenia od warto$ci wigkszej lub roéwne;j
0.005um do mniejszej lub rownej 120um

13.

System mocowania z mozliwoS$cia precyzyjnego pozycjonowania
elementow systemu

14.

Oprogramowanie do sterowania urzadzeniem 1 uzyskiwania
wynikow badan w postaci polowych obrazéw w uktadzie dwu i
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trojwymiarowym

15. | Modut do przeprowadzania obliczen matematycznych

16. | Automatyczne analizowanie deformacji z trzech kierunkow

17. | Wyznaczanie charakterystyki naprezenie-odksztatcenie

18 Wyznaczanie pola przemieszczen/odksztatcen/naprezen w
" | uktadzie dwuwymiarowym (2D) i trjwymiarowym (3D)

19 Obliczanie parametrow materiatlowych jak: modut Younga,
" | wspodtczynnik Poissona

20 Wyznaczanie wartosci 1 kierunkdw naprgzenia stycznego,
" | naprezen gldwnych, naprezenia zredukowanego

11 Okres$lanie warto$ci odksztalcen 1 naprezen w dowolnym punkcie
" | pomiarowym badZ wskazanym obszarze

22. | Jednoczesne wyswietlanie wielu wynikow w postaci graficznej

23 Zapis wynikdw w postaci obrazow z rozszerzeniem dla plikow
" | graficznych

24 Zapis danych w pliku kompatybilnym z oprogramowaniem MS
" | Excel, Grapher, Dadisp, na przyktad ASCII

25. | Przenos$ne stanowisko komputerowe

26 Monitor profesjonalny do zastosowan graficznych z matryca IPS
" | w rozmiarze przekatnej min. 23”

27. | Instrukcja obshugi programéw w jezyku polskim

28. | Instrukcja obstugi urzadzenia w jezyku polskim

29. | Szkolenie

30. | Gwarancja min. 12 miesigcy

31. | Pomoc techniczna w okresie gwarancyjnym
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